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La espectroscopia de impedancia (El) se basa en el uso de una corriente alterna para obtener
informacion sobre las propiedades dieléctricas y procesos de transporte de un material. Se han reportado
diversos trabajos de la medida de conductividad en peliculas poliméricas delgadas por El, por ejemplo, el
trabajo de Hammond y colaboradores [1] quienes obtuvieron peliculas delgadas autoensambladas de
PEO/PAA conteniendo iones Li* y evaluaron su conductividad. En nuestro laboratorio, disefiamos un set
up experimental para medir conductividad a través de peliculas autoensambladas de PAH/PAA
obtenidas en el laboratorio por El, mediante la generacién de un microcontacto de metal liquido, EGaln.
Las peliculas delgadas PAH/PAA se autoensamblaron mediante el método capa por capa (LBL), el cual
consiste en la deposicion sucesiva de soluciones poliméricas sobre un sustrato. Para ello, se prepararon
sustratos de Au ultraplanos y se prepard un electrodo liquido tipo punta a partir de una mezcla de Galio
(75%) e Indio (25%) que permitié el contacto eléctrico superior con la multicapa (Dcontacto=100 pm). Se
armo y optimizé un equipo para medir la El de las multicapas a distintas frecuencias empleando para ello
un analizador de respuesta de frecuencia FRA, un amplificador de transresistencia, un equipo de angulo
de contacto donde se ubicé la muestra y un software de mediciébn. Se lograron obtener valores de
impedancia de las peliculas de PAH/PAA con distinto espesor a frecuencias distintas. Los gréficos de |Z|
y Fase vs Frecuencia (Hz) muestran dos regiones: capacitiva y resistiva (a frecuencias mayores). El
grafico de Ln |Z| (baja frecuencia) vs Espesor (A) muestra una dependencia lineal, lo cual sugiere que el
sistema a bajas frecuencias puede describirse como un proceso de tuneleo electrénico, obteniéndose un
valor de la constante de decaimiento =0,075 A, Este valor resulta muy bajo comparado con los valores
tipicos observados para tuneleo electronico a través de monocapas de tioles (B ~ 1 A2) [2]
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